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Mikroskopische Bestimmung thermischer und

struktureller Eigenschaften dunner Schichten
durch modifizierte Raster-Sonden-Verfahren

Motivation
Analytik diinner und ultra- diinner Schichten
Vorgehen

Bestimmung der thermischen Leitfahigkeit diinner Schichten. Ziel des geplanten Vorhabens ist die Entwicklung, der
Bau und die Erprobung eines Zusatzmoduls (Add-on Modul) fiir Raster-Sonden-Mikroskope (RSM) zur thermischen
Charakterisierung diinner Schichten und nanostrukturierter Materialen wie sie beispielsweise flir Thermogeneratoren
bendtigt werden. Im Rahmen des beantragten Vorhabens soll das Modul in Verbindung mit bereits etablierten Mess-
und Charakterisierungsmethoden eingesetzt werden.
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Laufzeit

01.09.2012 - 31.08.2015

Férdergeber

Bundesministerium fiir Bildung und Forschung

Projektleitung

Prof. Dr.-Ing. Glinther Benstetter

o0 000OGO www.th-deg.de/de/forschung/projektdatenbank 444


https://www.th-deg.de/de/forschung/projektdatenbank

	Mikroskopische Bestimmung thermischer und struktureller Eigenschaften dünner Schichten durch modifizierte Raster-Sonden-Verfahren
	Eckdaten
	Kurztitel
	Forschungsschwerpunkt
	Laufzeit
	Fördergeber
	Projektleitung


